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贵金属键合丝热影响区长度测定
扫描电镜法

1 范围

本文件描述了各类贵金属键合丝(以下简称“键合丝”)热影响区长度的扫描电镜测定方法。
本文件方法一适用于键合金丝热影响区长度的测定。
本文件方法二适用于直径不超过50μm的纯金属、合金或复合类键合丝的热影响区长度测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T23414—2009 微束分析 扫描电子显微术 术语

GB/T38783—2020 贵金属复合材料覆层厚度的扫描电镜测定方法

3 术语和定义

GB/T23414—2009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
自由空气球 freeairball;FAB
引线键合烧球阶段,高压电弧击穿空气并放出大量的热,使键合丝末端熔化,冷却时由于表面张力

作用使键合丝末端形成的一个金属圆球。

3.2
热影响区 heataffectedzone;HAZ
引线键合烧球过程中,高温熔化键合丝末端形成自由空气球(FAB),同时热量传导使键合丝近

FAB区域发生再结晶及晶粒长大现象的区域。

3.3
聚焦离子束 focusedionbeam;FIB
将离子源通过离子枪加速、电磁透镜聚焦后形成的离子束流。
[来源:GB/T38783—2020,3.1,有修改]

3.4
双束电子显微镜 dualbeamelectronmicroscope
由聚焦离子束与扫描电子显微镜结合而成的双束(电子束/离子束)系统。
[来源:GB/T38783—2020,3.2,有修改]

3.5
气体注入系统 gasinjectionsystem;GIS
在双束电子显微镜中,通过注入各类气体化合物来辅助完成沉积或增强刻蚀的系统。
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